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ortam1 saglayarak, kaliteli yayin ve liriin
sayisini artirmay1 hedeflemektedir.

Merkezimiz, bilimsel ve teknolojik
gelismelere katkida bulunmak amaciyla
ileri diizey arastirmalar i¢in stirdiirtilebilir
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WD-XRF Calisma Prensibi

WD-XRF  (Dalga Boyu Dagiimli  X-lsim  Floresans)
spektroskopisinde, cihazin X-1s1m tipu tarafindan dretilen
birincil X-1s1nlan, analiz edilecek numune yizeyine
yonlendirilir. Bu vyiksek enerjili X-1s1nlari, numunedeki
atomlarin ic kabuk elektronlarini uyararak atomlardan
karakteristik X-1sinlarinin yayilmasina neden olur. Bu yayilan
ikincil (floresans) X-1sinlari, her bir elemente 6zgu enerji ve
dalga boyuna sahiptir.

Yayilan X-isinlar, spektrometrede yer alan kristal analizor
tarafindan belirli bir dalga boyuna gore ayristinlir. Bragg
yasasi prensibine dayali olarak calisan bu kristal analizor,
farkli elementlerden yayilan X-1sinlarin1 dalga boylarina gore
yansitarak dedektore yonlendirir.

Dedektor, secilen dalga boyundaki X-1sinlarinin yogunlugunu
olcer ve bu olciimler, analiz edilen numunenin hangi
elementleri icerdigi ve bu elementlerin miktarlarinin ne
oldugu hakkinda kantitatif (nicel) bilgi saglar. Bu sayede,
malzemelerin  kimyasal bilesimi yiiksek hassasiyet ve
dogrulukla belirlenebilir.

WD-XRF yontemi; ozellikle metal, seramik, cam, cimento ve
toprak gibi kati numunelerde major, minor ve iz element
analizleri icin yaygin olarak kullanilmaktadir. Dalga boyu
temelli aynistirma sayesinde, elementler arasindaki pik
cakismalar1 minimize edilir ve yiiksek coziinurliklu sonuclar
elde edilir.

Cihazin Ozellikleri

ZSX Primus IV cihazi genis analiz araligi ile Bor (B) ile Uranyum
(U) arasindaki elementleri kapsayarak, kati, sivi, toz, alasim ve
ince film gibi cesitli numune tirlerini analiz etme yetenegine
sahiptir. Ayrica, 48 pozisyonlu otomatik numune degistirici
sayesinde yuksek verimlilik sunar. Cihaz, ek analiz kristalleri ile
genisletilebilir ve kullanic1 dostu ZSX Guidance uzman sistemi
yazilimi ile kolayca yonetilebilir.

Analiz Teknigi: Dalga Boyu Dispersif X-Isin1 Floresans1 (WDXRF)
Analiz Araligi: Bor (B) ile Uranyum (U) arasindaki elementler
Numune Tiirleri: Kat1, sivi, toz, alasim ve ince film numuneler
X-1sim Tiipii: 3 kW veya 4 kW kapasiteli muhirli X-151m tupu
Numune Degistirici: 48 konumlu otomatik numune degistirici
Teknoloji: Ustten tiiplii, ardisik analiz sistemi

Opsiyonel Ozellikler: Helyum gazi destegi, ek analiz
kristalleri, r-6 6rnek sahnesi, haritalama(mapping)

Yazilim: ZSX Guidance kullanici arayiizi, harici PC (Windows
tabanli)

Boyutlar: 1310 mm (Genislik) x 1470 mm (Yikseklik) x 890 mm
(Derinlik)

Agirhik: Yaklasik 620 kg (ana unite)
Gii¢ Gereksinimi: 1 faz, 200 VAC, 50/60 Hz, 8 kW

WD-XRF ile Yapilan Analizler ve
Uygulama Alanlan

v

Bor (B) ile Uranyum (U) arasindaki elementlerin tespiti ve
miktarlarinin belirlenmesi

Kalitatif (nitel) ve kuantitatif (nicel) element analizi
Otomatik numune degistirici ile coklu numune analizi

Kati, swvi, toz, alasim, cam, seramik ve ince film
numunelerin analizi

Yiizey kaplama ve ince film kalinligi ile bilesim analizi
Disuk konsantrasyondaki elementlerin hassas tespiti

Madencilik, metalurji, cevre, cimento, cam, seramik,
petrokimya ve ilag gibi alanlarda kullanim

Kalite kontrol, proses takibi ve Ar-Ge calismalarinda etkin
¢ozim

Analiz /Proforma Fatura
Talepleriniz icin
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